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R
Ozet

Glnumliz diinyasinin kiiresellesme seriiveninin beraberinde getirmis
oldugu teknoloji temelli ve bilgi odaklt rekabet stratejisi, kavramsal
anlamda teknolojik faaliyetlerin ve/veya iktisadi anlamda analiz
edilebilecek veri niteligi tastyan bilgilerin tanumlanmasint gerekli
kilmaktaduwr. Zira ekonomik blytme kavraminin olmazsa olmaz
dinamik unsurlarindan birini olusturan bilgi temelli faaliyetlerin
artmast beraberinde ulusal ve/veya uluslararast alanda iktisadi
faaliyetlerin ve ticaretin de gelismesine c¢ok Onemli katkidar
saglamustir. Bu baglamda iktisadi analiz yapuUmasint mimkiin kilacak
ve teknolojik gelismeyi en iyi sekilde tanimlayabilecek gdsterge
niteligindeki bilgilere veri niteligi kazandirmak oldukca karmasik ve
teknik  diizenlemelerin  yapumasint  gerekli  kilan  bir alant
olusturmaktadir. Bu alandaki en énemli kazanimlardan birini de Fikri
ve Sinal Miilkiyet haklarinin ve teknolojik faaliyetlerin en énemli
unsurlarindan  birini  olusturan  patent faaliyetlerinin  tasnifi
olusturmaktadwr. Bu noktada bu calisma patent faaliyetlerinin veri
formatina déndistiirtilmesi ile ilgili teknik diizenlemelere ve patent
verilerinin kullanimu ile ilgili bir takuim temel hususlara deginerek
konuyla ilgili ulusal literatire o6nemli katkidar saglama amact

tasimaktadur.
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Abstract

Adventure that brought today's world of globalization and
information  technology-based  competitive  strategy-oriented,
conceptual sense, technological activities and / or economic sense,
requires the identification of information which serve as the data can
be analyzed. Because the sine qua non of the concept of economic
growth by one of the dynamic elements of knowledge-based activities
along with increased national and / or economic activities and trade
in the international arena has contributed to the development is very
important. In this context, economic and technological development
will enable the analysis done in the best way to describe the
information indicative of data quality that makes the necessary
arrangements to gain a highly complex and technical field. One of
the most significant gains in this area of Intellectual and Industrial
Property rights and technological activities constitute one of the most
important elements of the classification of the activities of the patent
is. At this point, data format conversion of the activities of this work
with patents and patent-related technical regulations regarding the
use of a number of data points referring to the basic objective of
providing an important contribution to the literature on the subject is

national.
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1.Giris

Patent verileri hemen hemen birgok iilke icin meta veri dosyalar1 olarak diizenlenmekle birlikte ekonomik
analiz agisindan s6z konusu diizenlenmis patent veri dosyalar1 ¢okta anlamli olmamaktadir. Bu noktada soz
konusu patent dosyalarinin teknolojik ve sektorel siniflamasi olduk¢a ©nemli bir c¢alisma alanini
olusturmaktadir. Patent verileri ulusal patent ofisleri tarafindan Uluslararasi Patent Siniflamasi (IPC) sistemi
temelinde teknolojik igeriklerine gore smiflandirilarak kayit altina alinmaktadir. Ancak patentlerin
ekonomik etkilerinin analizi yapilirken tek basmma IPC siniflamasmin saglamis oldugu bilgiler anlamh
olmayabilmektedir. Bu noktada s6z konusu patent verilerinin sektorel smiflamalarmin da yapilmasi
ekonomik analiz agisindan son derece 6nemlidir.

Bu noktada literatiirde patent verilerinin sektorel siniflamasini yapan ti¢ temel sektorel siniflama sistemi
bulunmaktadir. Bunlar sirasiyla MERIT Siniflama Sistemi, YTC Siniflama Sistemi ve OECD (OTC)
Siniflama Sistemleridir. Temelde s6z konusu sektorel siniflama sistemleri IPC tabanli patent verilerini
kullanarak sektorel bir ayrima tabi tutmaktadir. Bu ayrim Ozellikle ekonomistler agisindan patent
faaliyetlerinin sektorel dagilimlarini ve sektorler arasi egilimlerini analiz etmek, sektorel anlamda teknolojik
yenilik faaliyetlerinin verimliligini (Ar&Ge birimi basina diisen patent tescil sayisi v.b.) 6lgmek ve bu
noktada politika yapicilar agisindan desteklenecek sektorlerin tespit edilmesi noktasinda son derece
onemlidir. Bu baglamda bu c¢aligmada oOncelikle bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin gostergesi olan
patentlerin kullanilmasi ile ilgili avantaj ve dezavantajlarin tespiti yapilacak, ikinci olarak patent siniflama
sistemleri hakkinda teknik diizeyde bilgiler verilecektir.

2. Teknolojik Gelismelerin Kaynag: Olarak Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyet (BTF) kavrami ilk olarak UNESCO tarafindan gelistirilmistir (OECD, 1980:
2). UNESCO’ ya gore; bilimsel ve teknolojik faaliyetler, bilim ve teknoloji alaninda bilimsel bilginin
iiretilmesi, gelistirilmesi, yayilmasi ve uygulanmasi ile ilgili; arastirma ve gelistirme (A&G), bilimsel ve
teknik egitim ile bilimsel ve teknik hizmet faaliyetlerini kapsamaktadir (UNESCO, 1978: 1).

Bilimsel ve teknik egitim; tiniversite dis1 uzmanlasmig yiiksek egitimi, lisans egitimini, lisansiistii ve doktora
egitimi ile bilim adamlar1 ve mihendisler igin Orgiitlenmis her tiirlu teknik egitim faaliyetlerini
kapsamaktadir (UNESCO, 1978: 1). Bilimsel ve teknik hizmetler ise; arastirma ve gelistirme ile ilgili,
bilimsel ve teknik bilginin iiretilmesi, yayilmasi ve uygulanmasina katkida bulunan faaliyetlerdir (OECD,
1980: 2). Bu faaliyetler ise; bilimsel ve teknik insan giicii, kaynak tarama birimleri, patent birimleri
tarafindan yapilan toplama, kodlama, kayit, siniflandirma, yayma, ¢evirme, analiz ve degerlendirme
caligmalari, bilimsel ve teknik bilgi yayimi ve danisma hizmet birimleri ile bilimsel amagli konferans ve
toplantilar1 kapsamaktadir (OECD, 1980: 2-4).

Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, yenilik (inovasyon) siirecinin beraberinde getirmis oldugu; verimlilik ve
rekabet giicii artiglarinin ekonomik analizi i¢in onemli bir unsuru olusturmaktadir. Bilim ve teknoloji
faaliyetleri, bir iilkenin teknoloji kapasitesini ve ekonomik kalkinmasinin seyrini belirler. Dolayisiyla; bilim
ve teknoloji faaliyetleri ile ekonomik degiskenler arasindaki iliskinin anlagilabilmesi ve iktisadi anlamda bu
iliskinin modellendirilebilmesi i¢in, bilim ve teknoloji faaliyetlerini temsil edebilecek gostergelerin
bulunmasi gerekmektedir. Bu noktada; OECD bilim ve teknoloji faaliyetlerine ait gostergeleri, bilim ve
teknoloji faaliyeti girdileri (BTFG) ile bilim ve teknoloji faaliyeti ¢iktilari (BTFC) olarak ikiye ayirmaktadir
(OECD, 1994: 3-4). BTFG; A&G personelini, A&G harcamalari ve teknik danismanlik hizmetlerini, know-
how harcamalarini ve A&G yogun donanim yatirimlarini kapsarken, BTFC ise; bilimsel yayinlar1 ve patent
bagvurularmi kapsamaktadir. Diger taraftan, tekno-metrik standartlar, inovasyon testleri, A&G yogun
mallarin ticareti, iiretim hacmi ve teknoloji degerlendirmeleri gibi gostergelerde bilim ve teknoloji
faaliyetlerine ait gostergeler gibi algilanabilmektedir.

Literatiirde, genel olarak, en ¢ok BTFG olarak A&G harcamalar1 ve BTFC olarak da dogrudan inovasyon
harcamalar1 ile patentler kullanilmaktadir. Ancak, her bir gostergeyi kullanmanin avantajlart ve
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dezavantajlar1 vardir. Bu noktada; A&G yatirimlar1 veya A&G harcamalart BTF’ yi temsil eden bir degisken
olarak kullanilabilir. Fakat A&G verilerini kullanmak bazi problemleri de beraberinde getirmektedir. ilk
olarak; diinya genelinde, tiim iilkelere ait A&G verileri ya zaman serisi olarak hi¢ bulunmamakta ya da kisa
bir zaman siireci i¢in bulunabilmektedir. Bu sorun 6zellikle Tiirkiye gibi gelismekte olan tilkeler agisindan
daha da biiyiimektedir. ikinci olarak; A&G faaliyetleri i¢ ice gegmis endiistriyel faaliyetleri kapsamaktadir
ve bu durum A&G faaliyetlerinin sektorel siniflamasinda bazi sorunlar1 beraberinde getirmektedir. A&G
verilerinde, A&G faaliyetlerinin ve yeniliklerin yapildig1 teknolojik alanlarla ilgili detayli bilgi
bulunmamaktadir.

Son olarak; A&G verilerinin tasnifindeki ve sektorel siniflamasindaki sorunlar agilsa bile, A&G faaliyetleri
bulusgla, inovasyon veya herhangi bir olumlu gelisme ile sonuglanmayabilir. Dolayistyla; herhangi bir bulus,
inovasyon veya iiriin ile sonuglanmayan A&G faaliyetlerinin, hacmi ne kadar biiyiik olursa olsun, ekonomik
analiz agisindan higbir degeri olmamaktadir. Diger taraftan; A&G verileri, teknoloji alanlar1 ile A&G
faaliyetinde bulunan firmalar hakkinda bize detayl bilgiler vermemektedir (EIMS, 1996).

En giivenilir olarak kabul edilen BTFC gostergelerinden biri, dogrudan bulus ve inovasyonlarin tespit
edilmesidir. Ancak, bunlarin tespit edilmesi tek tek firmalar ile goriigiilmesini gerekli kilmaktadir. Bu ise
sadece zaman agisindan degil, maddi agidan da maliyetlidir ve bazi kiigiik yenilik faaliyetlerinin anketlerle
tespit edilmesi zor olabilmektedir. Tiim bu anlatilanlar dahilinde; literatiirde, herkes tarafindan giivenilirligi
kabul edilen patent verilerinin, BTF’ yi temsil eden bir gosterge olarak kullanmasi kaginilmaz olmaktadir
(Johnson ve Evenson, 1997: 180).

2.1. Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Gostergesi Olarak Patentler

Patentler, teknolojik gelismenin seyrini belirleyen bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin bir ¢iktisi olarak
algilanabilecegi gibi, ayn1 zamanda, patentleri A&G faaliyetlerinin nihai bir tiriinii (¢iktis1) gibi algilamak da
miimkiindiir. Dolayisiyla, patent verileri A&G harcamalar ile dogrudan iligkili olmaktadir. Diger bir ifade
ile patent verileri ile A&G faaliyeti arasinda pozitif yonlii ve giiglii bir iligki vardir. Zira teknolojik yenilik
amaciyla baslatilan A&G faaliyetlerinin basaris1 baslangicta bilinemeyeceginden, pratikte bu faaliyetlerden
bazilar1 basarisiz olabilmekte ve ancak basarili olan A&G faaliyetleri i¢in patent alma sansi dogmaktadir.
Dolayistyla; A&G harcamalari ile patent sayisi arasinda birebir bir iliskiden ziyade gii¢lii bir pozitif iligkinin
varligindan bahsetmek daha anlamlidir. Bu pozitif etkiden dolay1i, A&G verilerinin bulunmadig1 veya A&G
verilerine ulasilamadigi durumda patent verileri A&G verileri yerine kullanilabilmektedir (Griliches, 1990:
1665).

Patent verilerinin kullaniminda bazi problemler olsa da, inovasyon veya A&G faaliyetinin bir temsilcisi gibi
kullanilabilen patent verileri, bize dnemli bilgiler vermektedir. Ancak bu problemleri de goz ardi etmemek
gerekir. Dolayisiyla, s6z konusu bu problemlere deginmek yerinde olacaktir.

2.2. Patent Verisi Kullanimindaki Problemler

Griliches (1990: 1665), genelde, patent verilerini kullanmanin iki temel problemi beraberinde getirdigini
vurgulamaktadir. Bunlardan ilki; patentlerin simiflandirilmasi ile ilgili iken, ikincisi; patentlerin i¢erdigi
degisken teknolojilerle ilgilidir. Siniflama problemi; her bir bulus veya patentin, bir {iriin veya sanayi grubu
ile iliskilendirilerek siniflandirilmasi ile alakalidir. Bu noktada, sdz konusu patente veya bulusa ait teknoloji
alani ile ilgili, egitimli ve bilgili elemanlarin varlig1 6nem kazanmaktadir. Dolayisiyla s6z konusu teknoloji
alanindaki uzman eksikligi, patentlenecek teknoloji aktivitesinin siniflandirillamamasina yol acacak, ayrica
yeni liriin ve siire¢ gelisimleri ile bu sorun daha da artacaktir (Griliches, 1990: 1665). Diger bir ifade ile yeni
teknolojiler ortaya konurken, bu yeni teknolojilerin yeni patent siniflari i¢inde siniflandirilmasi zorlagmakta
ve bu gibi durumlarda yeni teknolojilere ait patent verileri, ham veriler olarak kalmaktadir (OECD, 1994: 5).
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Ikinci biiyiik problem, patentlerin igerdigi degisik teknolojilerle ilgilidir. Patentlenen baz1 bulus ve yenilikler
ekonomik ve teknolojik anlamda giiniin kogullarina gére ¢ok biiyiik degisiklikler yaratirken, bazi patentler
ise sadece var olan teknolojilere ¢ok az ekonomik deger kazandirmaktadir. Diger bir deyisle, bazi patentler
insan hayatinin kalitesinde bir ilerleme saglarken, bazilarinda boyle bir katki yoktur. Bu iki tiir patentleri
birbirinden ayirmak ¢cok 6nemli olsa da maalesef bunu yapmak i¢in elimizde kolay ve uygulanabilir herhangi
bir yontem bulunmamaktadir.

Simiflandirma ve temsili degisik teknoloji sorununa ek olarak, ayrica, patent verilerini kullanirken bazi
ampirik sorunlarda ¢ikabilmektedir. Griliches (1990: 1670) bu ampirik sorunlar1 {i¢ temel noktada
toplamigtir. Bunlar:

i.) Tim bulus veya icatlar sadece patent korumasi ile korunmamaktadir. Bulusg veya icatlar, patent diginda;
gizlilik, hizli yayilmaci bulus ve diisiik fiyat uygulamasi gibi yontemlerle de korunabilir. Firmalar rekabeti
azaltmak i¢in, yapmig olduklari icatlar1 gizli tutabilirler, piyasaya tirtinlerini ¢ok hizli bir sekilde stirebilirler
veya diisiik fiyat politikasi izleyebilirler. Dolayisiyla tiim bu uygulamalarda patent korumasimin yerini
tutabilmektedir (OECD, 1994: 10).

ii.) Ayrica bazi buluslar patentlenebilir nitelikte olmayabilir. Ornegin; bilimsel teoriler, matematiksel
yontemler, dogal kaynaklarin kesfi, ticari yontemler veya tibbi tedavi yoOntemleri patentlenemeyecek
buluglardir. Ayrica, kamu diizenine ve ahlaka aykiri bulusglarda patentlenememektedir.

iii.) Patentli buluslar kendi arasinda kalite agisindan farkliliklar gosterir. Bazi buluslar iiretken olup birgok
yeni bulusun ortaya ¢ikmasina araci olurken, bazi buluslar sadece mevcut buluslara kiigiik katkilar saglayan
nitelikte buluslar olabilir. Diger bir ifade ile patentli buluslar kendi arasinda bile nitelik agisindan farkliliklar
gostermekte olup homojen degillerdir.

Diger taraftan bu ampirik sorunlara ilaveten, patentleme egiliminin sirketten sirkete, sektdrden sektore ve
iilkeden iilkeye farkliliklar gostermesinden kaynaklanan sorunlar da vardir. Dolayisiyla, firmalar, sektorler
ve lilkeler arasinda patentleme egiliminin farkliliklar gostermesi, firmalar, sektorler ve tilkeler arasi
karsilagtirmali analiz yapilmasini zorlagtirmaktadir.

Her iilkede patentlerle ilgili farkli yasal ve kurumsal diizenlemeler olabilir. Dolayisiyla bu yasal ve kurumsal
farkliliklar, iilkeler ve cografi bolgeler arasinda benzer olmayan patentleme davraniglarina yol agabilir.
Ayrica, iilkelerin, firmalarin veya sektorlerin patent faaliyetleri donemler arasinda bile farkliliklar
gosterebildigi gibi, firmalarin yerli veya yabanci patent korumasi talepleri de iilkeden itilkeye farkliliklar
gosterebilmektedir. Dolayisiyla, bu farkliliklar, firmalarin patentleme stratejileri dahilinde iilkeler arasi
farkliliklara yol agabilmektedir.

Yukarida deginildigi iizere, patentleme egilimleri sektorden sektore de degismektedir. Ornegin; elektronik
ve hava yolu gibi sektorlerdeki patentleme egilimi, kimya ve miihendislik sektorlerindeki patentleme
egiliminden oransal olarak daha azdir (OECD, 1994: 10). Dolayisiyla sektorler arasindaki bu farkliliklar
yine sektorler arasi kargilastirmali analiz yapmamizi zorlastirmaktadir. Yine benzer sekilde, firmalar
diizeyinde de patentleme egiliminde farkliliklar s6z konusu olmaktadir. Firmalarin patent egilimleri,
genisliklerine, faaliyette bulunduklari teknoloji alanlarina ve yapmis olduklari buluslarin karakteristik
Ozelliklerine gore degismektedir (OECD, 1994: 10). Genel olarak, firmalar iiriin yeniliklerinde patent
korumasini tercih ederken, siire¢ yeniliklerinde patent digi koruma araglarini tercih etmektedirler (OECD,
1994: 10).

Ulkeler arasindaki patentleme egilimi farkliliklari ise, daha ¢ok gelismislik farkliliklarindan
kaynaklanmaktadir ve patent verilerinin kullanilmasina yonelik olarak ortaya ¢ikan sorunlar daha g¢ok
gelismekte olan iilkeler icin gegerli olmaktadir. Gelismekte olan iilkelerde, bilimsel ve teknolojik faaliyetler,
gelismis iilkelere kiyasla daha azdir ve gelismekte olan iilkeler, genel olarak patentleme aktivitesinden
ziyade yabanci teknolojiyi adapte ederek kullanmayi tercih ederler. Dolayisiyla gelismekte olan iilkeler,
patentlere gerek kalmaksizin bu tiir teknolojik bilgilere rahatlikla sahip olabildikleri igin, patentleme
faaliyeti yerine, daha ¢ok, teknolojinin nasil adapte edilecegi ve kullanilacag ile ilgilenirler. Dolayisiyla
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gelismekte olan iilkelerdeki yerli patent verileri, s6z konusu gelismekte olan iilkelerin teknoloji faaliyetlerini
tam anlamiyla yansitamayabilir (Albuquerque, 2000: 1047). Ayrica, herhangi bir teknolojik degisme
durumunda, yerli patent istatistikleri, sermaye mali ithalatlar1 ve teknoloji lisanst vb. teknoloji transferi
mekanizmalar1 kadar, s6z konusu teknolojik degismeyi gostermek agisindan basarili olamayabilir
(Albuquerque, 2000: 1047).

Patent verilerini kullanmanin yol agtig1 bu sorunlara karsilik, patent verilerini kullanmanin bircok avantaji
da bulunmaktadir. Dolayisiyla bu avantajlara deginmek yerinde olacaktir.

2.3. Patent Verilerini Kullanmanin Avantajlar

Her ne kadar iilkelerin, sektorlerin ve firmalarin patentleme egilimlerinde farkliliklar gézlemlense ve bu
problem gelismekte olan iilkelerde daha da belirgin olarak ortaya ¢iksa da patent verileri BTF’nin en 6nemli
gostergelerinden birisidir (Schmookler, 1966). Ciinkii patent verilerindeki bilgiler detaylandirilmig
bilgilerdir ve bu bilgilere bilgisayar ortaminda ¢ok rahat ulagilabilmektedir (Patel, 1995: 141). Ayrica
Albuquerque (2000: 1047), gelismekte olan iilkelerdeki yerli patentlerin, Amerika Patent ve Marka
Ofisindeki patentlere kiyasla, teknoloji faaliyetlerini daha iyi temsil ettigini vurgulamaktadir.

Patent verisi, A&G ¢iktisi ile bulus ve inovasyon aktiviteleri igin iyi bir temsilcidir ve bir iilke veya sektoriin
teknoloji diizeyi hakkinda detayli ve yeterli bilgiye sahip olunamadigi durumlarda, patentler bu bilgileri bize
saglamaktadir (Griliches, 1990: 1661). Dolayisiyla, A& G verileri gibi, ¢ogu gelismekte olan iilkeler ve
hatta gelismis iilkeler i¢in, bilimsel ve teknolojik faaliyet gostergelerinin eksikligi patent verilerinin
kullanilmasini  gerektirmektedir. Ayrica her diizeyde detayli bilgi saglayan patent verileri, diger
gostergelerden farkli olarak, tilkelerin, sektorlerin veya firmalarin ekonomik ve teknolojik gelismelerinin
seyrini de analiz etmemizi saglar (Griliches, 1990: 1661). Diger taraftan patent verileri bilimsel ve
teknolojik faaliyet ¢ikti gostergesi olarak kullanilabildigi gibi, bazi durumlarda, bilimsel ve teknolojik
faaliyet girdisi olarak kullanilabilmektedir.

Patent verileri, diinya genelinde, patent ofisleri tarafindan bilgisayar ortaminda belirli bir sistematik
icerisinde verilestirildigi i¢in; firma, sektor veya iilke diizeyinde teknolojik gelismenin seyrinin analiz
edilmesinde giivenilirlik arz etmektedir. Ciinkii bu veriler bir zaman serisi olarak sunulmaktadirlar.
Dolayistyla; patent verileri araciligi ile tilkelerin bulus ¢ikti diizeyi ve rekabet kapasiteleri arasindaki
iliskinin analiz edilmesi miimkiin olmaktadir (Griliches, 1990: 1661). Diger taraftan; bir iilkedeki yabanci
patent basvurularmin ve teknolojik faaliyetlerin dagilimini gormemizi de saglamakta ve yabancilarin s6z
konusu iilkede hangi teknolojik alanlara y6neldigi hakkinda bilgi saglamaktadir (OECD, 1994: 5).

Firma diizeyindeki patent verileri, firmalarin hangi alanlarda bulug faaliyetlerinde bulunduklari, nigin patent
bagvurusu yaptiklart gibi firma stratejileri hakkinda bilgi vermektedir. Yine firmalarin iiretimde bulunduklar
teknolojik alanlar veya sektorler ile bu alanlarda gergeklestirmis olduklar1 ekonomik ve ticari faaliyetlere
yonelik stratejileri hakkinda da bilgi verir (OECD, 1994: 5). Diger taraftan; firmalarin patent verileri
inovasyonlarin firma genisliklerine gore dagilimini ve piyasa icerisindeki yogunlagma derecelerini gosterir
(OECD, 1994: 5).

Patent verileri, ekonomik analiz yapmamizi kolaylastiran, patentin mucidi, sz konusu patentin teknoloji
alani, bulusun igerigi v.b. gibi bircok toplulastirilmis detayli bilgiye ve smiflandirmalara sahiptir.
Dolayistyla, patent verilerinin beraberinde getirmis oldugu s6z konusu detayli bilgi, teknolojinin yayilmasini
saglamakta ve hatta kopyalanmasima da yol agmaktadir. Bdylece s6z konusu bu detayl bilgi; iilkeler,
firmalar ve sektorler arasindaki digsalliklarin analiz edilmesini miimkiin hale getirmekte, ekonomideki veya
firmalardaki A&G faaliyetlerinin sagladigi digsal etkileri tanimlamamizi saglamaktadir.

Diger taraftan; patent dosyalari, patent bagvurularinin teknolojik alanlara ayrigtirilmasini saglayan arastirma
ve inceleme raporlarini igerdigi i¢in; patentlerin teknolojik alanlarinin endiistriyel siniflamasina ¢evrilmesi
ile bulugu iireten ve kullanan sektorleri analiz etmemizi saglar. Bulusu kullanan ve iireten sektérlerin ayrimi;
iilkeler, firmalar ve sektorler arasi baglarin arastirilmasint miimkiin kilar.
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Patent dosyalari, daha dnceki patentlere ve diger bilgilere olan atiflar1 da igermektedir. Bu bilgiler 6zellikle
var olan ve yeni bilgi stoklari1 arasindaki iligkinin belirlenmesinde 6nemlidir. Bu baglarin kurulmasi, bilgi
digsalliklariin firmalar, endiistriler ve iilkeler arasindaki yayilimin belirlenmesinde 6nemlidir.

Patent dosyalarinda var olan detayli bulus tanimlamalari, bulus faaliyetlerinin devam etmesinde 6nemli bir
rol iistlenmekte ve yeni diisiincelerin ortaya ¢ikmasini saglamaktadir. Bu da s6z konusu patent dosyasindaki
bulug tanimlamasinin dilinin anlasilir olmasi ve bu tanimlamalarin yaratict yeni diisiince veya buluslar
adapte edebilecek kapasitede olmasi ile miimkiindiir. Dolayistyla; bu tiir bilgilerin acik olmasi ile patentler
yeni yaratici diiglincelerin ve tekrarlanan buluslarin olugsmasina imkéan saglayacak pozitif dissalliklar
yaratacaktir (Mazzoleni & Nelson, 1998: 273).

Ayrica; patent dosyalari, patentin mucidi, mucidin adresi ile milliyeti ve patentin kullanim hakkinin kime ait
oldugu ile ilgili detayl bilgiler verir. Cogu zaman mucit ile patent hakkini kullanan organizasyon’ un ismi
veya isimleri farkli olabilir. Ornegin; firmalar isgisinin bulusunu kullanabilir veya bulusun kullanim hakk1
firmaya lisanslama yolu ile verilebilir. Dolayisiyla; patent dosyalarinda iki adres mevcuttur. Bunlardan ilki,
bulusa ait mucidin adresi, ikincisi de patent hakkini kullanan firma veya sahisa ait adrestir.

Diger taraftan; patent hakkini kullanan ¢okuluslu bir firmada olabilir. Béyle bir durumda, patentte ait
bulusun mucidinin adresi ve milliyeti ile subenin adresi ve milliyeti de patent dosyalarinda igerilmektedir.
Dolayistyla; patent dosyalari, deniz asir1 subeleri bulunan cokuluslu firmalar agisindan, s6z konusu
cokuluslu firmalar ile deniz asir1 subeleri arasindaki iliskiler hakkinda da bilgiler verir.

Patent dosyalarindaki bu adres bilgileri diinya genelinde veya herhangi bir bolge ya da iilke genelinde
patentlerin dagilmimi bize gosterir. Dolayisiyla patent aktivitelerinin cografi dagilimi, teknoloji
aktivitelerinde goriilen bolgesel farkliliklart analiz etmemizi saglar (Guerrero & Sero, 1997: 381). Patent
dosyalari, ayrica, s6z konusu iilkedeki veya bolgedeki patent korumasi statiisii ve bu iilkeler veya
bolgelerdeki firmalarin patent korumasi stratejileri hakkinda bilgiler verir. Diger taraftan; patent koruma
stireleri, patent 6liim istatistikleri ve patent yenileme orani, bize, s6z konusu iilkede veya bolgede patentlerin
6nemi hakkinda bilgiler verir (Griliches, 1990: 1661).

Diger taraftan; patent bagvurulari birden fazla iilke i¢in yapilabilmektedir. Bu durumlarda, patent korumasini
talep edenler agisindan, patent korumalariin varligi birden fazla iilke igin arastirilir. Dolayistyla yine
belirtilen iilkeler hakkindaki bilgiler patent dosyalarinda icerlenir. Boylece, bu bilgiler araciligi ile soz
konusu iilkelerdeki bulus ve inovasyon piyasalari hakkinda veya firmalarin tiretim planlar1 hakkinda bilgi
sahibi olabiliriz.

Ozetle; detayl bilgiler igceren patent dosyalari, bir iilkenin, firmanin veya sektoriin teknolojik giiciinii
degerlendirebilmemizi, karsilikli iilkelerin patentleme faaliyetlerini ve rekabet giiclerini analiz
edebilmemizi, s6z konusu iilkelerin sektorel uzmanlagmasimi ve teknolojik iiriin d6énemlerini
arastirabilmemizi miimkiin kilmaktadir.

2.4. Patent Verilerinin Kullanimi

Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin bir géstergesi olarak kullanilan patent verilerinin kullaniminda, birkag
cesit patent Sl¢iisii kullanilir. Bunlar; basit patent sayimi, patent referanslari, uzmanlagma endeksleri, bilim
ile iliskileri ve firmalarin pozisyonlarini tespit eden gostergelerdir. S6z konusu bu gostergeler, firma, sektor
veya iilkelerin, toplulastirilarak farkli diizeylerde analiz edilmesine olanak saglamaktadir (OECD, 1994: 26).

Patente dayali lgiiler, teknoloji- bilim iliskisini tespit eden gostergeler, iilke, sektor veya firma diizeyinde
toplulastirilmis tiim ekonomik performans gostergeleri ve A&G yatirimlarinin etkinligi gostergeleri gibi
kullanilabilir. Dolayisiyla, patent gostergelerin bu sekildeki kullanimlarina kisaca deginmek yerinde
olacaktir:

i.) Teknoloji baglantili gosterge olarak kullanimi;
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Patentler, sektorler arasi teknolojik bagimliligin bir gostergesi olarak kullanilabilir. Bu amagla, patent
referanslar1 basit patent sayimlarina ilaveten kullanilabilir. Bu durumda; daha eski patentlere ait patent
referanslar1 ve patent siiflamalari, sektorler arasi digsalliklart ve teknoloji baglantilarini géstermek igin
kullanilabilir. Patent ofislerindeki arastirmacilar ile mucitlerin referans aldigi bu patentler, referans patentler
olarak tanimlanir. Ayrica, patent referanslari sektorlerin 6nemlilik derecesini analiz etmemizi saglar. Bir
patente ne kadar referans verildigi ise o patentin igerdigi yenilik de o kadar 6nemli goriiliir. Boylece, bir
sektoriin diger sektorler i¢in olan 6nemi de ortaya konmug olur (OECD, 1994: 26).

Ayrica, patentler, bilimsel ve teknolojik faaliyet gostergesi olarak, sektérel diizeyde buluslarin girdi- ¢ikt
analizinde kullanilabilir. Bu durumda, patentlerin sektorel olarak siniflandirilmasi gerekmektedir. Sektorel
simiflamayla, bulus ve/ veya yeniligi iireten sektorler ve bunlari kullanan sektorler arasindaki iligki
kurularak, sektorler arasindaki teknolojik bagimlilik ortaya konur (OECD, 1994: 26).

ii.) Bilimsel ve teknolojik baglantili gésterge olarak kullanimi;

Arastirmacilar ve mucitler tarafindan atifta bulunulan bilimsel yazilar, bilimsel ve teknolojik baglantili
gostergeleri olusturmaktadir (OECD, 1994: 26).

iii.) A&G gostergelerinin etkinliginin dl¢timil icin kullanimu;

A&G faaliyetlerinin ekonomik etkinliginin oOl¢iimiinde, A&G faaliyetinin bir ¢iktis1 olarak patent
gostergeleri kullanilmaktadir. A&G yatirimlart ve A&G ¢iktisinin karsilastirilmast ile A&G etkinligi
Ol¢iilebilmektedir.

iv.) Ekonomik performans gostergesi olarak kullanimi;

Patent verileri, farkli diizeylerde, ekonomik performans gostergesi olarak kullanilabilir. Ulke diizeyindeki
patent verileri, s6z konusu iilkenin rekabet 6l¢iisii gibi kullanilabilir (OECD, 1994: 28). Ayrica, patent
verileri, tiretim performansinin Sl¢timiinde, iiretim siirecinde kullanilan teknoloji diizeyinin bir géstergesi
gibi kullanilabilir. Basit patent sayimlari ve firma veya sektor diizeyinde toplulastirilmig tiim diizeylerdeki
teknolojik ¢ikti gostergeleri, bir iilkenin rekabet gostergesi olarak kullanilabilir.

Patentler, bir iilkenin teknolojik giiciinii, hangi sektérde veya sektorlerde uzmanlagtigini ve sektorler arasi
uzmanlasmadaki farkliliklar1 gostermesi agisindan nemlidir. Bunun i¢in genellikle teknolojik avantaj veya
uzmanlasma endeksi kullanilmaktadir (bkz. OECD, 1994; Cantwell, 1995; Archibugi & Michie, 1995; Patel
& Pavitt, 1995; Mancusi, 2000). Bu gostergeler, iilkelerin uzmanlasma trendini ve goreceli teknolojik
giiciinii gosterir. Bu noktada, bir iilkenin herhangi bir teknolojideki giiciinii veya zayifligii “ Agiklanmig
Teknolojik Avantaj” (RTA) indeksi gosterir.

Son olarak; firma diizeyindeki analizlerde, patent sayimlari, referanslar1 ve uzmanlagsma endeksleri, patent
iretiminde bulunan firmalarin endiistriyel stratejilerinin OSl¢timii i¢in kullanilabilir. Bu uzmanlagma
gostergeleri ile firmalarin aktif olarak bulunduklari piyasalari ve firmalarin tiretim stratejilerindeki donemsel
degismeler gozlemlenebilmektedir.

Ancak s6z konusu bu 6lgiiler, iilkelerin, firmalarin ve sektérlerin patentleme egilimlerindeki farkliliklardan
etkilenebilir. Dolayisiyla bu etkileri diizeltmek i¢in bazi diizenlemeler yapilmasi gerekmektedir. Patentleme
egilimindeki ilk fark “ev sahibi tilke” olmaktan kaynaklanmaktadir. Su bir gercektir ki, bir bulus veya
yenilik ilk 6nce o bulusun yapildigi iilkede korunur. Bu yiizden sadece o iilkede alinan patentlerin sayilarina
bakmak yaniltici sonuglar dogurabilmektedir. Bir {ilkenin vatandaslarinin aldig1 patentler, o tilkenin patent
enstitiileri ofisinde daha fazla temsil edilirler. Sadece bir iilkenin patent verilerine bakarak, iilkelerin
teknolojik giiclerinin belirlenmesi yaniltict sonuglara yol agabilmektedir. Bunu diizeltmenin bir yolu sadece
diger iilkelerde alinan patentlere bakmak olabilir. Digeri ise; ulusal patent ofislerinden ziyade, Avrupa
Patent Ofisi (EPO), Amerika Patent Ofisi veya Japon Patent Ofisi gibi, daha biiyiik patent ofislerine yapilan
yabanci patent bagvurularini hesaplamaktir. Ayrica, iki iilkenin temel patent sayilarinin karsilagtirilmasinda,
referans olarak iigiincii bir piyasa kullanilabilir (Grupp & Schmoch, 1999: 377): Ornegin iki Avrupa
iilkesinin Amerika da ki patentleme faaliyetlerinin karsilastirilmasi gibi.
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Ayrica, iilkelerin temel patent sayilari, bir patent ofisindeki patentlerin toplaminin yiizdesi olarak ifade
edilebilir ve bu da, iilkelerin patent aktivitelerindeki goreli degismeleri gosterir. Ulkelerin teknolojik
giiciiniin karsilastirilmasinda, bagvuru yapan firmalarin pazarlama stratejileri i¢in soz konusu iilkelerdeki
enstitiilerin giivenilirligi ve uygunlugu 6nemlidir. Firmalar genellikle iiretim veya pazarlama yapabilecekleri
iilkelerde koruma talep ederler. Bir firma eger iiretim veya pazarlama yapamayacaksa o iilkede koruma talep
etmez. Ancak diger bir iilkenin firmasi koruma talep edebilir. Bu durumda, iki iilkenin diger ti¢iincii bir
iilkedeki patentleme faaliyetlerine bakilarak karsilastirilmasi yaniltici sonuglar dogurabilir.

Bununla birlikte, patentlerin bilimsel ve teknolojik faaliyet gostergesi olarak kullanilmasinda bazi siniflama
problemleri ortaya c¢ikabilir. Patent bagvurusunda birden fazla mucit, iilke ve siniflama kodu olabilir. Béyle
bir durumda oransal hesabin kullanilmasi, her bir iilke, mucit veya teknoloji alani i¢in oransal bir degerin
kullanilmasi daha anlamli olmaktadir (OECD, 1994: 1-108). Tiim bunlara ragmen, bilimsel ve teknolojik
faaliyet gostergesi olarak kullanilan patentler diger gostergelere kiyasla daha fazla bilgi igeren
gostergelerdir.

3. Patent Verilerinin Simiflandirilmasi

Calismanin ikinci boliimiinde, patentlerin teknik ve sektorel olarak siniflandirilmasi tizerinde durulmus,
teknik bir siniflama olan ve WIPO’ ya iiye olan tiim iilkelerde gecerli uluslararasi patent siniflama sistemi
(IPC) ile Merit, YTC (Yale Teknoloji Siniflamasi) ve OTC (OECD Teknoloji Siniflamasi) sektorel
siiflama sistemleri irdelenmeye caligiimigtir.

3.1. Uluslararasi Patent Siiflandirmasi (IPC)

Patent ofislerinin, potansiyel bulus sahiplerinin, aragtirma ve gelistirme birimlerinin, teknolojinin geligimi
veya uygulanmasiyla ilgili birimlerin ve diger kullanicilarin, patent bagvurularini yenilik ve bulug basamagi
kriterlerine gore degerlendirilebilmesi ve detayli bir sekilde s6z konusu patentlere ait dokiimanlara
ulagilabilmesi, ortak bir patent simniflandirma sistemi kullanimini gerekmektedir.'

Patent verilerinin iktisadi anlamda etkilerini bulmaya yonelik c¢aligmalar i¢in patent verilerinin
smiflandirilmasi gerekmektedir (Griliches, 1990: 1700). Diger taraftan, farkli ulusal patent siniflandirma
sistemlerinin kullanimiyla olusabilecek karisiklig1 engellemek i¢in patent dokiimanlarinin tek ve ayni sekilde
siniflandirilmas1 amaciyla Uluslararasi Patent Siniflandirmasi (International Patent Classification - IPC)
sistemi olusturulmustur.” Bu gereklilik dogrultusunda, IPC Sistemi diger bir ifade ile uluslararasi patent
smiflama sistemi, Strasburg Anlagsmasi cergevesinde 1971 yilinda yiiriirliige girmis ve 1979 yilinda
yenilenmistir. Tiirkiye’de de 1 Ekim 1996 yilinda yiiriirliige giren IPC Sistemi dahilinde, patentlerin,
teknolojik alanda, 64000 adet siniflandirma konusu kapsaminda siiflandirilmasi kararlagtirilmistir (TPE,
1996).

Bu sistem sayesinde; teknik ve yasal bilgiye ulagsmay1 kolaylagtirmak i¢in, patent dokiimanlarinin diizgiin bir
sekilde diizenlenmesi, tiim kullanicilara patent bilgilerinin teknik alanlara gére siniflandirilmis bir sekilde
sunulmasi, teknolojinin belli bir alaninda teknigin bilinen durumunun arastirilmasi ve ¢esitli alanlardaki
teknolojik gelismenin degerlendirmesini yapabilmek i¢in sinal miilkiyet istatistiklerinin hazirlanmasi
miimkiin olmaktadir.

IPC sistemi dahilinde, ilgili patent ofisi tarafindan incelenen ve inceleme sonucunda patent verilmesi
kararlagtirilan bulusa ait patent basvuru dosyasina verilen bir [PC kodu ile patent bilgileri
simiflandirilmaktadir. Bu noktada, IPC Sistemi sektoérel bir siniflama olmayip, sadece, teknik bir
smiflamadir. IPC sisteminde, tiim teknikler, kisimlara, siniflara, alt siniflara, gruplara ve alt gruplara ayrilir.
Her bir alt grup da alt bir kisima sahip olabilir. IPC sisteminde bu alt kisimlara harf ve sayilart bir arada

! http://www.tpe.gov.tr/ipc.htm, 26 Haziran, 2005.
2 hitp://www.tpe.gov.tr/ipc.htm, 26 Haziran, 2005.
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iceren (alphanumeric) semboller verilir (OECD, 1994: 80). IPC sisteminde, 1 Ocak 2000 tarihinde yapilan
yedinci diizenlemeden bu yana, 8 kisim, 21 alt kisim, 120 sinif, 628 alt sinif ve yaklasik 69000 grup vardir.’

IPC temel bir ilke olarak yonlendirme islevine sahiptir. Ayn1 sekilde, Ingiliz ve Amerikan Patent Sistemleri
de yonlendirme islevine sahip sistemlerdir.* S6z konusu bu sistem, sematik olarak, Tablo 1° de
gosterilmigtir.

Tabloda da goriilecegi tizere, A, B, C..... seklinde gosterilen her bir kisim (6rnegin Kisim G’ de cihazlar ve
niikleonikler gibi) alt kisimlara ayrilmistir. Diger bir taraftan, her bir alt kisim farkli siiflara (GO1, G02,
G04, G11, G12, G21 gibi) ve her bir sinifta farkl alt siniflara (GOl B, GO1 C, ....... GO1 T....GO1 W gibi)
ayrilmaktadir. Yine, her bir alt sinif temel gruplara (A 21 B 1/00, A 21 B 2/00 ) ve her bir temel grupta alt
gruplara (GO1 T 3/00, GO1 T 3/02, GO1 T 3/04, GO1 T 3/06, GO1 T 3/08 gibi) ayrilmaktadir. Burada
goriilecegi tizere, her bir kisim, alt kisim, sinif, alt sinif, grup ve alt grup bir basliga ve sembole sahiptir.

Patentlerin ekonomik etkilerinin analiz edebilmesi i¢in patentlerin sektorel bir siniflamaya tabi tutulmasini
gerekmektedir (Griliches, 1990: 1661). Bu noktada sirasiyla, diinyada da genis bir uygulama alani bulan,
MERIT ve YTC sektorel siniflama sistemleri tizerinde durulacaktir.

3.2. MERIT Simiflamasi

MERIT siniflamasini ilk kez yapanlar Verspagen, Moergastel ve Slabber ( 1994) olmustur. MERIT
siiflamasi [PC kodlarimi 4- hane ( digit) diizeyinde ISIC’ a ¢evirmektedir. MERIT smiflama sisteminde,
ISIC kategorisi ile ilgili 4- hane diizeyindeki her bir IPC sinifina belirli bir yiizdelik verilir. Ornegin; IPC
kodu A45D olan patenttin % 40’1 ISIC kodu 3830 (3832 hari¢) olan elektrik makineleri sanayisinde, geri
kalan % 60’lik kismi da ISIC kodu 3900 olan diger endiistri iiriinlerin de siniflandirilir. Ayni sekilde,
ornegin; IPC kodu CO7K olan patentin tamami diger bir ifade ile % 100 i ISIC kodu 3522 olan ilag
sanayisinde siniflandirilir. MERIT siniflama sistemi, imalat sanayi i¢in 22 sektorii ISICs igerisinde gruplar.
MERIT siniflamasinda, sektor kodlarinin ISIC REV. 2” deki karsiliklar1 Tablo 2° de verilmistir.

3.3. Yale Teknoloji Simiflamas1 (YTC)

Genel anlamda bakildiginda IPC sistemi, esasen patente konu olan teknolojik yeniligin gruplandiriimasindan
6te bir sey olmamakla birlikte ayn1 IPC kodu altinda gruplandirilan her bir patente konu olan teknolojik
yenilik, sektorel anlamda homojen olmamaktadir. Kaldi ki s6z konusu teknolojik yenilik ortaya konuldugu
ve kullanildig: sektorler agisindan da farkliliklar gosterebilmektedir. Dolayisiyla bdylesine karmasik iliskiler
agindan olusan teknolojik yeniliklerin tek basina sektdrel tasnifinin bile anlamli olamayacagi, s6z konusu
teknolojik yeniliklere iliskin patentlerin kullanildig1 ve yaratildigi sektorler agisindan da smiflandirilmasinin
kaginilmaz olacagini séylemek miimkiindiir.

Bu noktada YTC sitemine bakildiginda IPC kodlarinit IOM (patentlerin iiretildigi sektorler) ve SOU’ ya
(patentlerin kullanildig: sektérler) gore siniflandirdigr goriilmektedir ve bu baglamda son derece dnemli bir
sorunu da ortadan kaldirmaktadir. YTC sistemi, 1976- 1993 yillarinda Kanada da tescil edilmis 250000 den
fazla patent kullanilarak olusturulmustur. Kanada Patent Ofisi her patenti IPC kodlarina ve IOM, SOU’ a
gore ayirmaktadir. YTC’ nin orijinal anlamda ilk kuruculart Kortum, Putnam ve Evenson dur. Daha sonra,
Johnson (2005) YTC’yi, 1995 yilin1 da dahil ederek, 300000 fazla patent sayisiyla genisletip bir olasilik
matrisi formuna sokarak yeniden giincellestirmis ve IPC kodlarin1t IOM ve SOU’ya c¢evirerek patentlerin,
girdi—¢ikt1 tablolarini olusturmustur. YTC sisteminde 42 tane IOM ve 50 tanede SOU vardir.” Kortum ve
Putnam (1997: 261)’ e gore, YTC birgok iilkede rahatlikla uygulanabilir bir sistemdir.

3 hitp://www.wipo.int/treaties/classification/strasbourg/index.html, 27 Haziran, 2005.
4 http://www.wipo.int/treaties/classification/strasbourg/index.html, 27 Haziran, 2005.
3 Johnson-Evenson Patent Set, www.wellesley.edu/Economics/johnson/jeps/index.htm, 29 Haziran, 2005.
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Keller (1997: s. 213) toplam faktor verimliligi analizinde YTC’yi kullanarak olusturulan sektorler arasindaki
A&G verileri ile yine YTC’yi kullanarak olusturulan girdi- ¢ikt1 verileri arasinda pozitif ve anlamli bir iligki
bulmustur. Fikkert (1997: 193) YTC simiflamasinin bazi ampirik hatalara yol acabilecegini, ancak, bu
durumun YTC’nin olumlu 6zelliklerini g6z ardi etmemizi gerektirmeyecegini vurgulamis, YTC sisteminin
farkli iilkeler ve farkli endustriler i¢in uygulandiginda bu tiir sorunlarin ortaya ¢ikabilecegini ifade etmistir.

Kortum ve Putnam (1997: 261) Kanada Patent Ofisinin (CIPO) Kanada patentleri i¢in yapmis oldugu
endiistri tayininin, diger bir ifade ile YTC sisteminin giivenilirliligini test etmislerdir. Bunun i¢in 1983 yili
ile 1993 yillart arasinda Kanada’da tescil edilen patentleri kullanmiglardir. Patentlerin endiistri tayini
yapilirken, s6z konusu patentlere ait bagvuru dosyalarinda belirtilen teknoloji alaninin ve/veya alanlarinin,
s6z konusu patentlerin hangi endiistriye ve/veya endiistrilere tayin edilecegini belirlemede 6nemli bir rol
iistlendigini ifade etmislerdir. Her bir iilke ve Kanada’da tescil edilen Amerikan patentleri i¢in YTC
sisteminin giivenilirligini test etmislerdir. Yapilan tahminler sonucunda, model igerisinde, YTC sistemi
dahilinde endiistri tayini yapilmig olan patentlere ait katsayilarin standart hatalarinin kiigiik oldugunu
bulmuslardir.

3.4. OECD Teknoloji Simiflamasi (OTC)

OECD teknoloji siniflamast diger bir ifadeyle OTC sistemi islerlik agisindan temelde YTC sistemine
dayanmaktadir ve YTC sistemi ile arasinda benzerlikler vardir. Bu benzerliklerin basinda her bir IPC kodlu
patent dosyalarmi YTC’deki gibi IOM (patentlerin iiretildigi sektorler) ve SOU’ya (patentlerin kullanildig:
sektorler) gore siniflandirmasi gelmektedir. ikinci olarak IPC kodlarinin sektdr siniflamasini yaparken YTC
sistemindeki gibi her bir IPC kodunu SIC sektorlerine ayrigtirmaktadir. Ancak YTC sisteminden farkli
olarak OTC sistemi ayni zamanda SIC sektorlerinin ISIC dontisiimlerini de sunmaktadir (Johnson, 2002).

OTC sisteminde YTC sisteminden farkli olarak 126 tane SOU (kullanici sektor), 66 tanede IOM (iiretici
sektor) vardir. Johnson (2002: 1) yapmis oldugu ¢alismada rastgele 6rneklem yoluyla secilmis olan 400 adet
ABD patentinin ve 1500 adet EPO patentinin OTC siniflamasi sonucunda elde etmis oldugu IOM ve SOU
degerlerinin giivenilirligini test etmis ve sonug olarak gerek ABD gerekse EPO igin yiiksek korelasyonlu
benzer sonuglara ulagmigtir. Sonug olarak Johnson (2002: 1) OTC sisteminin patent veri analizi agisindan
son derece faydali bir arag¢ oldugunu vurgulamaktadir.

3.5. MERIT, YTC ve OTC Sistemlerinin Karsilastirilmasi

IPC kodlarinin sektorel olarak smiflandirilmasinda, YTC ve MERIT siniflandirma sistemleri arasinda bazi
farkliliklar vardir. ilk olarak; YTC simiflama sistemi, patentlerin IPC kodlarin1 7- hane diizeyine kadar
dikkate alirken; MERIT siniflandirma sistemi patentlerin IPC kodlarin1 4- hane diizeyine kadar dikkate
almaktadir. YTC ve OTC sistemleri IPC kodlarin1 4- hane diizeyindeki SIC sektorlerine ayrigtirirken;
MERIT sistemi IPC kodlarini 4- hane diizeyindeki ISIC sektorlerine ayristirmaktadir. Diger bir ifade ile tek
bir patente ait [PC kodu YTC smiflama sisteminde 7- hane diizeyinde, 6rnegin CO7D 201 olarak
smiflandirilirken, ayni patentin MERIT sistemindeki [PC kodu 4- hane diizeyinde CO7D olarak
smiflandirilmaktadir. Diger bir farkliliksa; YTC ve OTC sistemi MERIT sisteminden farkli olarak her bir
IPC kodunu ikili bir ayrima tutar. Diger bir ifade ile YTC ve OTC sistemi her bir [PC kodunu iireten ve
kullanan sektorlere gore ayrigtirir. Fakat MERIT’ de boyle bir ayristirma s6z konusu degildir. YTC
sisteminde 50 tane kullanici sektor, 42 tanede iiretici sektér vardir. MERIT sisteminde ise IPC kodlar1 imalat
sanayi igerisinde 22 alt sektére ayristirilir (OECD, 1994: 10). OTC sisteminde ise 126 tane kullanici sektdr,
66 tanede tiretici sektor vardir.

75



Adnan Menderes Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisti Dergisi, Cilt: 1, Sayi: 1

4. Sonuc¢

Son yillarda kiiresellesme siireci ile birlikte, fiyat merkezli rekabet stratejileri yerini teknolojik yenilik
(inovasyon) merkezli rekabet stratejilerine birakmistir. Dolayisiyla teknolojik yenilik ortaya koyabilmenin
en 6nemli unsurlarimi olusturan; bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin en 6nemli girdisini olugturan A&G
faaliyetlerinin ve A&G faaliyetlerinin somut bir {iriinii olan patentlerin Gnemi artmistir.

Bilim ve teknoloji faaliyetleri, bir tilkenin teknoloji kapasitesinin ve ekonomik kalkinmasinin seyrini
belirler. Dolayisiyla; bilim ve teknoloji faaliyetleri ile ekonomik degiskenler arasindaki iligkinin
anlasilabilmesi ve iktisadi anlamda bu iligkinin modellendirilebilmesi i¢in, bilimsel ve teknolojik faaliyetleri
temsil edebilecek gostergelerin bulunmasi gerekmektedir. Ancak bilimsel ve teknolojik faaliyetleri tam
anlamiyla temsil edebilecek bir gosterge yoktur. Iktisadi ¢alismalarda en ¢ok kullanilan gostergeler A&G
faaliyetleri ile patent verileridir. Bu noktada her iki gostergenin de avantajlari ve dezavantajlari vardir.
Patent verileri teknolojik degismenin 6nemli bir gostergesi ve ayni zamanda A&G faaliyetlerinin de bir
ciktisidir. Patent verileri ile A&G faaliyetleri tam olarak ortiismese de, aralarinda giiclii ve pozitif bir iligki
vardir. Bu yiizden, A&G faaliyetleri ile ilgili saglikli veriler bulunamadiginda, patent verileri, A&G
faaliyetleri yerine kullanilabilmektedir.

Patent verilerinin bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin bir gostergesi olarak kullaniminda ise bazi
dezavantajlar vardir. IIk olarak; buluslarin smiflandirilmasinda patentlere konu olan buluslarin 6nem
itibariyle birbirinden farkli olmalari nedeniyle birtakim sorunlar ortaya ¢ikabilmektedir. Diger bir sorun da
patent enstitiilerinde ¢alisan uzmanlardan kaynaklanmaktadir. Yetkin bir uzman patentleri dogru grupta
smiflandirirken, gorece yetersiz bir uzman patentleri farkli bir grupta smiflandirabilir ve bu durum
patentlerin ekonomik analizlerinde yanlis sonuglara ulasiimasina neden olabilir. Diger bir sorun ise
patentlere konu olan buluglarin etkilerinin 6nemi agisindan farkli olmasiyla ilgilidir. Bazi buluglar insanlik
tarihinde ¢igir agarken, bazilar1 ¢ok 6nemsiz kalabilir. Bu 6nem farkliliklar1 ne yazik ki patent verilerinden
anlasilamaz ve bdyle bir 6nem siralamasi yapilamaz.

Patentler ile ilgili diger bir sorun da tiim buluslarin patentlenmemesi veya patentlenememesinden
kaynaklanmaktadir. Bazi durumlarda bulus sahibi, bulusunu korumak i¢in patent yerine gizlilik ve/veya
diisiik fiyat gibi baska yontemlere basvurabilmektedir. Diger taraftan, bilimsel teoriler, matematiksel
modeller, bitki ve hayvan gesitleri ile ticari metotlara yasal olarak patent hakki verilemez.

Patentlere konu olan buluglar hem kalite hem de yarattiklar1 katma deger agisindan birbirinden farklidirlar.
Dolayistyla, bu farkliliklar buluslar1 birbirinden ayirmamizi ve buluslarin ekonomik etkilerini anlamamizi
engellemektedir. Her ne kadar patent verilerinin kullaniminda bazi dezavantajlar olsa ve bu dezavantajlar
gelismekte olan iilkelerde daha da belirgin olarak ortaya ¢iksa da patent verileri bilimsel ve teknolojik
faaliyetlerin en 6nemli gostergelerinden birisidir.

Ik olarak; patent verileri, A&G ¢iktisi ile bulus ve inovasyon aktiviteleri i¢in iyi bir gostergedir ve bir iilke
veya sektoriin teknoloji diizeyi hakkinda detayli ve yeterli bilgiye sahip olunamadigi durumlarda, patentler
bu bilgileri saglamaktadir. Ikinci olarak; patent verileri, diinya genelinde, patent ofisleri tarafindan bilgisayar
ortaminda belirli bir sistematik igerisinde toplandig1 i¢in; firma, sektor veya iilke diizeyinde teknolojik
gelismenin seyrinin analiz edilmesine olanak saglar. Ciinkii bu veriler bir zaman serisi olarak detayli bir
sekilde sunulmaktadirlar. Dolayisiyla; patent verileri araciligi ile iilkelerin bulus ¢ikt1 diizeyi ve rekabet
kapasiteleri arasindaki iliskinin analiz edilmesi miimkiin olmaktadir. Ozetle; detayli bilgiler iceren patent
dosyalari, bir iilkenin, firmanin veya sektoriin teknolojik giiciinii degerlendirebilmemizi, karsilikli tilkelerin
patentleme faaliyetlerini ve rekabet giiclerini analiz edebilmemizi, s6z konusu iilkelerin sektorel
uzmanlasmasini ve teknolojik iiriin donemlerini arastirabilmemizi miimkiin kilmaktadir.

Patentler; bulus sahibine s6z konusu bulusun iiretiminde, ticaretinde ve her tiirlii tasarrufunda, belirli bir
stire dahilinde, tekel hakki saglayan yasal bir belgedir. Diger taraftan, fikri ve sinal miilkiyet haklarini
olusturan en dnemli unsurlardan da birisidir. Bu noktada, patent haklari; buluglari tesvik etmesi, yeniliklerin
ticarete konu olmasini saglamasi, buluslarin yayilmasina yardimci olmasi gibi faydalari ile gerek teknolojik
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faaliyetlerin genislemesi ve yayilmasi iizerinde, gerekse ticaretin performansi iizerinde ve dolayisiyla
ekonomik bilylime iizerinde ¢ok 6nemli etkilere sahiptir.

Giiniimiiz diinyasinda bilgiye dayali faaliyetlerin artmasi, kiiresel alanda ekonomik faaliyetlerin ve
uluslararasi ticaretin gelismesi nedeniyle, fikri ve sinai miilkiyet haklarinin korunmasina yo6nelik talepler de
artmigtir. Dolayisiyla, fikri ve sinai miilkiyet haklarinin en 6nemli unsurlarindan biri olan patent haklarinin
giderek Onem kazanmasi, patent haklarinin diinya genelinde, uluslararasi sozlesmeler araciligi ile
standartlagtirilmasini da gerekli kilmistir.

Bu baglamda, bir bulusun ve/veya yeniligin patent hakkina sahip olabilmesi i¢in, s6z konusu bulusun
sanayiye uygulanabilir olmasi, yenilik icermesi ve bulus niteligi tasimasi gibi diinya genelinde
standartlagtirilmis 6zelliklere sahip olmasi gerekmektedir. Farkli ulusal patent siniflandirma sistemlerinin
kullanimiyla olusabilecek karisikligi engellemek i¢in patentlerin uluslararast alanda ayni sekilde
smiflandirilmasimi saglayan Uluslararasi Patent Siniflandirma Sistemi (International Patent Classification-
IPC) olusturulmustur. IPC sistemi sektorel bir siniflama sistemi olmayip, sadece teknik bir siniflamadir ve
patente ait bulusun hangi teknolojik alana ait oldugunun tespitini saglamaktadir.

Ancak, ekonomik bir analiz yapabilmek i¢in patentlerin sadece IPC siniflamasinin yapilmasi yeterli olmayip,
ayni zamanda sanayi siniflandirmasina gore de siniflandirilmalart gerekmektedir. Diinyada bizim bildigimiz
kadariyla bunu yapan dort farkli siniflandirma sistemi vardir. Bunlardan ilki OTAF (The Office of
Technology Assessment and Forecast) olarak bilinen ve sadece A.B.D.’de kullanilan sistemdir. Digeri, YTC
(Yale Technology Concordance) olarak bilinen ve patent smiflandirmalarini  Standart Sanayi
Simiflandirmasina (Standard Industrial Classification) uyumlu hale getiren sistemdir. YTC bu
uyumlastirmay1 yaparken patentleri iiretildikleri sektorlere (YTC-IOM) ve kullanildiklar1 sektorlere gore
(YTC-SOU) iki farkli gruba ayirir. Diger bir sanayi siiflama sistemi MERIT’in (Maastricht Economic
Research Institute on Innovation and Technology) yaptigi ve patentleri Uluslararasi Standart Sanayi
Siniflandirmasina (International Standard Industrial Classification) uyumlu hale getiren sistemdir. Diger bir
siiflama sistemi ise OECD teknoloji siiflamasi diger bir ifadeyle OTC sistemi olarak bilinen siniflama
sistemidir. OTC islerlik agisindan temelde YTC sistemine dayanmaktadir ve YTC sistemi ile arasinda
benzerlikler vardir. Ancak, YTC sisteminden farkli olarak OTC sistemi ayn1 zamanda SIC sektérlerinin ISIC
doniisiimlerini de sunmaktadir.
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Ek:

Tablo 1: IPC Sistem Semasi

KISIM A- insan Ihtiyaglari
KISIM B- Operasyonlar1 Uygulama; Nakletme (Tasima)
KISIM C- Kimya; Metaliirji
KISIM D- Tekstil, Kagit
KISIM E- insaat
KISIM F- Mekanik Miihendisligi; Aydinlatma; Isitma; Silahlar; Tahrip malzemeleri
KISIM G- Fizik
— Cihazlar
G 01- Olgme test etme
G 01 B- Uzunluk, kalinlik ya da benzer dogrusal boyutlarin dlgiilmesi;.........
G 01 C- Navigasyon ya da muayene i¢in uzakliklarin, seviyelerin ve sapmalarin Slgiilmesi,
jiroskobik aletler, fotogrametri

G 01 T- Niikleer ya da X- radyasyonunun &l¢iilmesi
G 01 T 1/00 X- radyasyonu, gamma radyasyonu, parcacik radyasyonu ya da kozmik
radyasyonun Sl¢iilmesi
G 01 T 3/00 Nétron radyasyonunun 6l¢iilmesi

G 01 T 5/00 Pargacik hareketlerinin ya da izlerinin kaydedilmesi, bu tip izlerin iglenmesi ya
da analizi

G 01 T 7/00 Radyasyon 6l¢iim cihazlariin detaylari

G 01 V- Jeofizik, yer ¢ekimsel 6l¢timler, kiitlelerin ya da objelerin tetkik edilmesi, taglar

G 01 W- Meteoroloji

G 02- Optik

G 04- Horoloji- vakit 6lgme birimi

G 11- Bilgi depolama

G 12- Alet detaylar1

— Niikleonikler

G 21- Niikleer fizik; niikleer mithendisligi
KISIM H- Elektrik

Kaynak: WIPO
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